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   전통적인 SPR 측정장치는 반사율만 측정하지만 ellipsometry를 이용한 SPR 측정에서는 p-파와 s-파

의 반사계수 크기의 비와 두 파의 위상차를 동시에 측정할 수 있다. 최적의 표면 플라즈몬 공명조건에

서 위상차가 최대가 되고 이때 반사계수 크기의 비는 최소값을 갖는다. 최적의 공명조건에서 더욱 민감

한 감도특성을 나타내는데 사용된 금속박막의 복소 광학상수와 두께에 따라 다르다. 본 연구에서는 

632.8 nm 파장의 광원과 금 박막의 두께 50 nm 근방에서 두께 변화에 따른 타원계측 SPR 측정장치의 

감도 변화를 연구하였다. 

   SPR 측정법은 금속박막의 표면 근처에서 일어나는 표면 플라즈몬 공명현상을 이용하여 측정하는 방

법으로 공명각도 또는 광원의 파장을 가변시키며 형광물질의 부착 없이 실시간 동특성을 측정할 수 있

는 장점이 있다. 특히 SPR 측정법은 고정화 되는 생체물질의 두께와 광학상수 결정을 통하여 생체물질 

고정화에 대한 정량적 정보를 제공할 수 있다. 현재까지 SPR을 이용한 측정이 생체물질 연구에서 광범

위하게 사용되고 있지만 SPR은 극미량 생체물질에는 반응하지 않기 때문에 측정감도를 향상시키는 연

구가 요구되고 있다. 최근 reflectometry 방법보다 박막두께 측정 분해능에서 더욱 민감한 감응도를 가

진 ellipsometry 기술을 나노바이오 연구에 접목하는 연구가 활발히 수행되고 있다1. SPR과 ellipsometry 

기술이 융합된 측정방법을 사용하면 생체계면 분석의 감응도가 크게 향상될 수 있다는 연구결과들이 보

고되고 있다. 

   타원계측 방정식에서 복소반사계수비 는 p-파와 s-파에 대한 반사계수()의 비이며 아래와 같

이 표시할 수 있다.

  


 

   진폭과 관련된 타원계측상수 Ψ는 SPR 각도 변화와 같은 정보를 주지만 위상 변화 는 최적의 

SPR 조건에서 민감하게 변하게 된다. 이 민감한 변화를 이용하면 바이오 물질의 표면접합특성을 실시

간으로 고감도 측정이 가능하다. 특히 신약후보 물질로 사용되는 저분자 물질 등이 타겟 단백질에 접합

할 때 최고 감도의 측정정밀도를 요구하며 이 경우 기존의 반사율 측정보다 위상측정이 더 좋은 특성을 

나타낼 수 있다. 

   그림 1은 검광자 회전형 타원계측기를 이용한 SPR 측정장치의 구조를 보여준다. SF10 프리즘에 50 
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그림 1 Schematic diagram of SPR Ellipsometer
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그림 2 SPRE 센서에서 금 박막의 두께와 

타원계측각도 (simulation)

그림 3 SPRE 센서로 사용된 금 박막 시료들의 

타원계측각도

nm 정도의 금 박막을 증착하여 SPR 센서로 사용하였고 시료주입장치를 이용하여 시료와 buffer 용액을 

센서표면에 주입하였다. 그림 2는 금속박막의 두께 변화에 따른 타원계측각의 변화를 시뮬레이션 한 결

과를 보여준다. 최적의 SPR 조건에서 타원계측상수 Ψ는 최소값을 가지며 위상차 의 변화가 가장 크

게 나타남을 알 수 있다. 그림 3은 SPR 센서로 사용된 금 박막 시료들의 측정된 타원계측각도를 보여

준다. 본 연구에서는 타원계측각도의 측정결과를 분석하여 금 박막의 복소굴절률 측정 연구를 수행하였

으며 향후 바이오 박막의 SPR 측정 정량화에 활용하고자 한다.
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